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a1

Nase firma operuje v oblasti vyroby high-tech analytickych Oddéleni servisu a péce o zakazniky, stejné tak jako vyroba
zafizeni od roku 1980. Nas tym expertdl je na vysoké drovni a distribuce, jsou na stejné Grovni. Porozuméli jsme

a ma vice neZ 20-tileté zkuSenosti ve vyvoji, vyrobé a servisu potfebam skloubit poZzadavky moderniho managementu

na poli spektrometrt s doutnavym vybojem. Spolu s R&D a neustalé spoluprace s nasimi zakazniky a to nejen byti
inZzenyry druhé generace tvofime inovativni tym s orientaci rovnocenymi partnery na poli spektralni analyzy, ale taky
na budoucnost. v oblasti aplikacni, jako je materidlové inZenyrstvi,

slévarenstvi, tepelné a galvanické zpracovani a zpracovani

Vénujeme se: povrch(. Softwarové programy vyvinuté firmou SPECTRUMA
* Inovativni vyvoj systémdl a zafizeni, které jsou uZivatelsky pifjemné a v souladu s naro&nymi
jsou vyladény dle prlimyslovych poZadavkd pozadavky standardéi ISO 9000.
* Vysoka kvalita je nasim standardem Vysledkem neustalé spolupréce s védeckymi institucemi a
* Neustdla kvalita servisu nabizi akceptovatelny univerzitami na jedné strané a s renomovanymi préimyslo-
pomér cena/vykon vymi podniky na strané druhé, na& vyvoj vzdy odpovida
NaSe kompetence: nejmodernéj$im urovnim technologie. SPECTRUMA presvéd-
*  Analyza chemického slozeni pevnych materialfi, tenkych Cuje své zakazniky vysokou Grovni odbornosti, komplexnim
film& a vrstev servisem a celosvétovou podporou. Ustedi firmy je situovano
+ Hardwarové a softwarové FeSeni pro védecké v Hofu a vyroba je umisténa jednak v Hofu a potom
pfistroje rovnéz v Andechs v Némecku.

GDOES spektrometry s doutnavym vybojem

GDA 750/ GDA 550

Prvni GDOES bylo vyroben v roce 1968 a byl navrzen primarné
pro bulk spektrochemickou analyzu kovovych materiall a

jejich slitin. Po jejim uvedeni byla tato metoda neustale vyvijena
a bylo rovnéz excelentni v oblasti analyzy povrchl a poviakd.
V porovnani s tradicnimy technikami buzeni je markantni
vlastnost techniky doutnavého vyboje schopnost

rozeznat definované vrstvy povrchu a analyzovat jejich
chemickeé sloZeni. V oblasti analyzy kov& pomoci GDOES
je idedIni pro profilovou analyzu a analyzu povrchd.
VSechny druhy procest oSetfeni povrchfl mohou byt
monitorovany pomoci analyzy povrchu a oblasti blizko
povrchu daného materialu. Tloustka povlaku a chemické

.
_gj// slozeni mize byt pfesné méfeno pouzitim praveé této
=

rl’l
e
gi; : techniky hloubkové profilové analyzy.
_/ GDOES je preferovana metoda analyzy materiald, které dFive
= nebylo mozné analyzovat pomoci tradi¢nich metod a je to

jedna s nejrychlejsich metod viibec.



GDA 750 / GDA 550
GDA 750 / GDA 550 je etrémné citlivy a vykonny
spektrometr, pouzivany ke stanoveni chemického

sloZeni vrstev a povlakd.

S az 79 fixnimi analytickymi kanaly, vyuzivajici fotonasobice
je GDA 750 / GDA 550 spektrometr s doutnavym vybojem
perfektni pro naroc¢né aplikace, poZadujici flexibilitu,
vysoké rozliSeni a analytickou presnost. Volitelnd CCD
optika s vysokym rozliSenim rozsifuje analytické moznosti
GDA 750 / GDA 550 do bezkonkurencnich dimenzi a
umoznuje pridat virtualné neomezeny pocet analytickych
CCD kanald do jakékoliv dané metody.

Tato flexibilita dovoluje rychlé stanoveni slozeni a tlostku
technickych povlakd. VSechny prvky, véetné téch lehkych
(H, O, N, Cl a C) mohou byt stanoveny rovnéz

kvantitativné.
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Primarné jsou navrzeny pro analyzu povlaké do hloubky
200 pm s rozliSenim 1 nm na povrchu a 10% relativnich
ve vetsi hloubce. GDA 750 / 550 je rovnéz schopné
provadét bulk analyzu (chemické slozeni material()

za predpokladu perfektni linearity kalibracnich kfivek

pro komplexni matrice. Limity detekce jsou mezi 0.1 aZ

10 ppm.

GDA 750 / GDA 550 je vybaveno nové vyvinutym budicim
zdrojem doutnavého vyboje umoziujicim odprasovani
prmérd od 1 do 8 mm. Diky malym tésnicim krouzk{im

jen 5 mm v prliméru, je mozna analyza malych a geome-
tricky komplikovanych vzorkd. Volitelné Ize pouZit universalni
jednotka (USU) GDS zdroje a to pro analyzu nerovnych

nebo velice malych vzorkd, které by netésnily pfi

pouziti normalniho tésnéni.

GDA 750 mze byt volitelné vybaven radio frekvencnim

(RF) budicim zdrojem pro analyzu nevodivych

materiald.

Pouzitim této RF techniky je GDA 750
neprekonatelné v analyze nevodivych materiald,

jako je keramika, sklo a natéry.
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BUDICI ZDROJ

e Budici zdroj dovoluje, aby priimér anody byl v rozsahu
mezi 1 az 8 mm p¥i dodrzeni optimalni stability
a reprodukovatelnosti.

* Vysoce vykonné pfimé chlazeni vzorku. PouZiva se pro

teplotné citlivé vzorky a analyzu velice tenkych
folii. Folie s nerezové oceli s tloustkou okolo 50 wm
mohou byt analyzovany pfimo.

* Pro nizké limity detekce a extrémné vysoké rozliseni
se v hloubkové profilové analyze vyuziva optimalizovany
prifuk argonu.

 Aby byla dosaZzena maximalni pfesnost méreni, pouziva
se specialni funkce automatického Cisténi.

e Maximalni tloustka vzorku je 45 mm, minimalni tloustka
je 0.05 mm.

¢ Stejnosmérny zdroj je pIné programovatelny

v rozsahu do 1500 V a 250 mA.

Jen GDA 750: Volitelné: RF zdroj, plné programovatelny

OPTICKE SYSTEMY

e Vysoké spektralni rozliSeni je méné nez 20 pm (FWHM).

do 150 W, sledovani U, I, redlna regulace plazmy,
pulzni regulace plazmy.
« Volitelné: Automatické vzorkovaci jednotka e Rozsah vinovy délek je od 119 do 800 nm.

pro automatické analyzy aZ do 100 vzorkd. « Usporadani Paschen-Runge s polomérem Rowlandovy

kruznice 750 mm.

Holograficka m¥izka se 2400 vrypy/mm.

e Jednotl. vystupni stérbiny prednastavené pro vsechny prvk

e Standardni konfigurace: 63 FN pro soucasné stanoveni

prvkl. 16 FN je pak ve volitelné 400 mm optice.

Maximalni pocet FN je rozsititelny.

¢ Jednoduché cisténi cocek.

Fad Aty

e Optimalizovany vysokonapétovy zdroj pro FN.
e Automaticky nastavitelna citlivost fotonasobica.
‘  Volitelné: Vysoce vykonny CCD spektrometr se spektralnim
rozsahem od 200 nm do 800 nm. Optické rozliseni je
min 0.02 nm (FWHM) v zavislosti na konfiguraci.
IR X CCD spektrometr je v provozu soucasné

se 750 mm polychromatorem.

e mp

e Virtualné neomezeny pocet CCD kanald, pro soucasné

méreni.

ay

- FWHM 20 pm  Volitelné: Monochromator se spektralnim rozsahem az do
s 1500 nm. Mohou byt instalovany az 3 rlizné mrizky,

a4

a3 které jsou individualné volitelné za provozu.
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™
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VAKUOVY SYSTEM

o Veskery rozvod v celém systému je z nerezové oceli. Systém

je nepostradatelny pro analyzu stopovych prvkd, zvlasté pro N.
¢ Moderni dvoufazova rotacni lopatkovéa vyvéva

s Urovni hluku < 50 dB.
o Systém se suchou vyvévou pro GDOES zdroj. Tato vyvéva

zabranuje kontaminaci C-H, typické pro rotacni lopatkové

vyvévy a je tedy bezpodminecna pro presné
stanoveni uhliku, vodiku a kysliku.

» Bezpecnostni ventil uvnitf vyvévy znemoZziuje stav
nechténé ventilace v pfipadé vypadku elektrické

energie.

o Volitelné: Turbo molekularni vyvéva pro rychlou

evakuaci a nejlepsi odplynéni GDS zdroje.

WinGDOES software

* Software bézi pod Windows® XP a vyssi.

« Ucelné rozhrani umoziiuje jednoduchou operaci

a seznameni se zafizenim.

Dostupnost mnoha SW moznosti a doplnkd.

Pohodova tvorba metody s podporou aplikaci.

Vlozeni kalibracniho vzorku a sprava programu s funkci

prevzeti pro vase predchozi kalibracni vzorky.

e Kalibracni modul s Sirokymi kalibracnimi moznostmi.

Modul bulk analyzy pro stanoveni chemického slozeni.
e QDP — modul kvantitativni analyzy hloubkovych profild.
¢ PInné modifikovatelny systém reportd.
« Ulohy pro automatické zpracovani analytickych dat.
« Ulozeni analytickych vysledkd skrze mnoho

rozhrani (filtry exportu do jinych aplikaci).
e Software je dostupny v anglické a némecké verzi

s moznosti prepnuti jazyka za provozu.
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APLIKACE VZORKU

e Termochemické zpracovani

Concentration (%)
00

Stanoveni tloustky vrstvy a koncentracniho profilu

Conversion N 20%
50

= Diffusion

vSech prvkd s respektem k hloubce. Kvantitativni nebo

@

kvalitativni kontaminace povrchu, vméstky, fazové

10 depth (pm) 20

pomeéry

e Povlaky

Concentration (%)

90( Zn

Kompletni charakteristika povlakovych vrstev s respek-
tem k chemickému slozeni, tloustky a distribuci prvka. 50

Analyza nevodivych povlakd, jako jsou laky a natéry

5 25 depth (pm) 45

s volitelnym RF zdrojem.

e Tvrdopovlaky

Vyvoj separace vrstvy mlize byt stanoven pomoci

Concentration (%)
100

rychlé analyzy chemického slozeni.
Ostatni dilezité materidlové aspekty jako je hloubkova

penetrace procesll zpracovani.

Keremika
Presné a spravné stanoveni chemického slozeni

je mozné s volitelnym RF zdrojem.

¢ Galvanizované materily

Concentration (%)
100

Analyzy galvanizovanych vrstev s komplikovanou
strukturou a rozhranim. Analyzy chemické koncentrace
tloustky vrstev, hmotové distribuce a necistot

pro zajisténi kvality a analyzy

poruch.

e Chemické slozeni

Pfesné stanoveni chemického slozeni materialu

Vlysoce reprodukovatelné analyzy

Program: XX Date: 14.08.2003 Time: 08:44

ample 1D: 169

' si P
@ Mn i .
E:i 910228 | 0615 | 0.302 0.0¢

Analyza kratsi nez 60 s.

Stanoveni véech prvkd od H po U v rozsahu od 100 %

po Uroven ppm.

o Tenky film solarnich ¢lankd
Stanoveni distribuce prvk{ v povlaku tenkych

film& solarnich ¢lankd, jako je Cu (In,Ga) Se




Nékteré s nasich hlavnich oblasti pouziti:

Automobilovy priimysl a jeho dodavatelé
Kovozpracujici prmysl

Ocelarenstvi

Letacky pr@imysl

Elektronicky prémysl

Sklafsky a keramicky prémysl

Povrchové technologie

Galvanizace

Fotovoltaicky prlimysl

Védecké instituce
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GDA 750 / GDA 550 — ROZMERY A HMOTNOST

ROZMERY A HMOTNOST
» Elektrické pripojeni: 230 V/50 Hz (ostatni na pozadani)/16 A.
¢ Plyn: Argon s Cistotou 5.5 nebo vyssi pro QDP

a bulk analyzu s H, N, O. Argon s Cistotou 5.0 a

vysSi pro bulk analyzy.
e Spotieba argonu 0 I/min (GDA 750) ve standby modu

a 0.2 I/min béhem analyzy.
» Rozsah provoznich teplot: 15° az 28 °C
Relativni vihkost vzduchu 20 % az 80 %.
Rozméry bez baleni: vyska 1380 mm,
Sitka 1140 mm, hloubka 890 mm.
Véha priblizné 580 kg.

SPECTRUMA Analytik GmbH e Fabrikzeile 21 « D-95028 Hof

Fon +49 (0) 92 81 / 8 33 08-0 » Fax +49 (0) 92 81 / 8 33 08-28

info@spectruma.de « www.spectruma.de
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Zastoupeni pro CR: SPECTRO CS, s.r.o.
Tel. 596 762 840, Fax. 596 762 849
info@spectro.czc  www.spectro.cz



	1: Účelné rozhraní umožňuje jednoduchou operaci


